
中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 45- 1999

光 学 计

Optimeter

1999一10一18发布 2000一03一15实施

国 家 质 量 技 术 监 督 局 发布



JJG 45- 1999

光学计检定规程
夺.
‘
弓

尹
.弓

弓

弓

弓

.

汀.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.‘，.

Verification Regulation

of Optimeter

  JJG 45-1999

代替 JJG 45-1986

      JJG 53-1986

，

叭
7.手︺‘班J占
挤︺‘
小J否。
.卜

    本规程经国家质量技术监督局于 1999年 10月 18日批准，并自2000

年03月 15日起施行。

归 口 单 位:全国几何量长度计量技术委员会

起 草 单 位:湖南省计量测试技术研究所

本规程委托全国几何量长度计量技术委员会负责解释



J.IG 45- 1999

本规程主要起草人:

            左 进

            鲍 唯

      参加起草人:

            姜余福

(湖南省计量测试技术研究所)

(湖南省计量测试技术研究所)

(新天精密光学仪器公司)



7.IG 45-1999

目 录

1 概述·····························。··。·················。·······································⋯⋯ (1)

2 检定项目和检定条件·.......................................................................... (3)
2.1 仪器检定项目和检定用的主要工具····················。···。···。··········，········⋯⋯ (3)

2.2 检定条件·················································································⋯⋯ (3)

3 技术要求和检定方法·..........................................................................(6)

3.1 外观及各部分相互作用·························。·····································⋯⋯ (6)

3.2 工作台工作面的平面度··············。··。·······。··········，··························⋯⋯ (6)

3.3 工作台的可调性····················。···················································⋯⋯ (6)
3.4 筋形工作台中间筋与其他筋的相对位置·。·····························。···。······⋯⋯ (7)

3.5 球筋工作台测头和筋条的相对位置·········································。······⋯⋯ (7)

3.6 辅助工作台和筋形工作台、球筋工作台的相对位置···························⋯⋯ (7)

3.7 筋形工作台中间筋对测量轴线的位置····················。··········。·············⋯⋯ (8)

3.8 固定式工作台面与测量轴线的垂直度·············································⋯⋯ (8)

3.9 光管紧固螺钉固紧时所引起的示值变化··········································⋯⋯ (8)

3.10 平面测帽测量面与工作台面之间的平行度 ····································⋯⋯ (8)

3.11 光管刻度尺在目镜视场内的位置 ·························。···。··················⋯⋯ (9)

3.12 指标线或刻度尺微调机构的作用 ······························。·················⋯⋯ (9)

3.13 测力 ··············，·························。···········································⋯⋯ (10)

3.14 光管测量杆和尾管测量杆受径向力时对示值的影响 ···，····················⋯⋯ (10)

3.15 尾管测量杆径向调整机构的作用 ··。···。·········································⋯⋯ (11)

3.16 工作台工作的可靠性 ········。······················································⋯⋯ (11)

3.17 光管和尾管的同轴度 ·····。······。············································，·····⋯⋯ (11)

3.18 平面测帽测量面之间的平行度 ·。···················································一 (12)

3.19 示值变动性 ·······························································。···。·······⋯⋯ (12)

3.20 示值误差 ····。··················································。······。···············。··⋯ (12)
3.21 内测附件工作的可靠性 ····························································⋯⋯ (14)

3.22 平面测帽测量面的平面度 ·。··················，····································⋯⋯ (14)

4 检定结果的处理和检定周期·······。···············································。······一 (15)

4.1 检定结果·······································，·········································⋯⋯ (15)
4.2 检定周期····················。···。··。······················································一 (15)



JJG 45- 1999

光学计检定规程

    本规程适用于新制的、修理后以及使用中的分度值为1 pm和0.2 fem的光学计的
检定。

概 述

    光学计是一种准确度较高的长度计量用的光学机械式仪器。按其分度值分为精密光

学计 ((0.2 Km光学计)和1pm光学计;按其结构型式可分为带投影装置的和不带投影
装置的光学计以及投影光学计;按其使用方式可分为立式光学计、卧式光学计。各类光

学计的外形如图1、图2、图3、图4所示，其示值范围和测量范围见表to

    光学计的用途一般是用标准器以比较法测量工件的尺寸。

              图1 超级光学计

I一基座;2一工作台制动螺钉;3-臂架升降用螺母;

    4-臂架制动螺钉;5一立柱;6一照明装置;

                  ，一光管;8一工作台

    图2 投影精密光学计

  I一基座;2一工作台;3-臂架;

4一光管;5一立柱;6-照明装置;

        7-光管制动螺钉
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(a)带投影装置 (b)不带投影装置 (c)投影式

                    图3 立式光学计

1- 基座;2一升降螺母;3一制动螺钉;4-臂架;5一投影筒;6-立柱;

    7一照明装置;s一光管;g一工作台;1o-一刻度尺微调用的旋钮

仪器 名称 结构 型式 示值范围 (wn) 测量 范围 (二 )

精密光学计

超级式 0一士83 0一250

投影式 0一 士20 0--200

立式光学计

带投影装置 0一 士100 0--180

不带投 影装置 0一 士100 0- 180

投影式 0一 士100 0-200

臣卜式光学计

轴形导轨式 0一 士100
外尺寸 0-300

内尺寸 13.5--150

平面形导轨式 0一 士100
外尺寸 0一500

内尺寸 13.5-500
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(a)轴型导轨式

(b)平面型导轨式

                          图4 卧式光学计

      1-基座;2一导轨;3-照明装置;4一投影筒;5一光管;6-置物工作台;

7一尾管;8一支架;9一制动螺母;10-置物工作台移动手轮;n一置物工作台升降手轮

2 检定项目和检定条件

2.1 仪器检定项目和检定用的主要工具

    列于表20

2.2 检定条件
    应符合表3的规定。
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表 2

序

号

检 定 项 目 主要检定用的工具

检 定 类 别

新

制

的

修

理

后

使

用

中

精密

光学

计

立式

光学

计

卧式

光学

计

1 外观及各部分相互作用 + + + △ △ △

2 工作台工作面的平面度

060 rum开槽 2级平

晶、向00 mm和 势150

inm 2级平晶、妈60 mm

1级平晶、1级刀口直

尺

+ + 十 △ △

3 工作台的可调性 (5一10) mm 4等量块 + + + △ △

4
筋形工作台中间筋与其他

筋的相对位置

(5一10) mm 开槽量

块
+ + + △

5
球筋工作台测头和筋条的

相对位置

(5一10) mm 开槽量

块
+ + 十 △

6

辅助工作台和筋形工作

台、球筋工作台的相对位

置

175 mm 1级刀口直

尺、(1, 1.01, 1.05)

mm 5等量块

+ △

7
筋形工作台中间筋对测量

轴线的位置
十 + + △

8
固定式工作台面与测量轴

线的垂直度

(5一10) mm 开槽量

块、8 mm 4等量块、

1级 三针

+ + △ △

9
光管紧固螺钉固紧时所引

起的示值变化
+ △ △

10
平面测帽测量面与工作台

面间的平行度

100 mm,  70  mm,

60 mm , 10 mm , 10

mm 的4等量块

十 △

11
光管刻度尺在目镜视场内

的位置
+ + + △ △

12
指标线或刻度尺的微调机

构的作用
十 + △ △ △
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表 2(续)

序

号

检 定 项 目 主要检定用的工具

检 定 类 别

新

制

的

修

理

后

使

用

中

精密

光学

计

立式

光学

计

卧式

光学

计

13 测力
分度值0.05 N的测力

计或珐码和测力装置
+ 十 + △ △ △

14
光管测量杆和尾管测量杆

受径向力时对示值的影响

2 N径向加力工具、

(5一10) mm开槽量

块、4等量块

+ + △ △ △

15
尾管测量杆径向调整机构

的作用
十 + + △

16 工作台工作的可靠性 50 nun 3等量块 + + △

17 光管和尾管的同轴度 千分 尺 + △

18
平面测帽测量面间的平行

度

30 n"n,60 rnm,100 mm,

)】〕mm 4等量块
十 + △

19 示值变动性 (5-10) mm4等量块 + + + △ △ △

20 示值误差 2等量块或3等量块 + 十 + △ △ △

21 内测附件工作的可靠性 环 规 十 + + △

22 平面测帽测量面的平面度 2级 平晶 + 十 + △ △ △

注:“+”和 “△，，表示应该检定，“一”表示可不检定。

裹 3

型 式 精 密光学 计 立、卧式光学计

仪器室内的温度 (℃) 20士1 20士3

室温每小时变化 (℃) 毛0.5 ( l

仪器在室内平衡温度的时间 (h) )2.4 )2.4

标准器具在室内平衡

温度的时间 (h)
)3 )3
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技术要求和检定方法

3.1 外观及各部分相互作用

3.1.1 要求

3.1.1.1 在仪器的各工作面上不应有锈迹、碰伤、显著划痕以及影响准确度的其他缺

陷。在非工作面上应无脱漆和镀层脱落现象。

3.1.1.2 各部分的配合应紧松适度。各活动部分的移动和转动应平稳方便，无跳动或

阻滞现象。紧固螺钉作用应切实有效。

3.1.1.3 光学系统成像应清晰，视场内影屏上的亮度应均匀，应无油迹、灰尘、水渍、

霉点、擦痕、麻点以及影响读数的其他缺陷。

3.1.1.4 刻度尺的刻线和指标线应平直，不应有大于该刻线宽度一半的断线、线结和

变粗现象。

3.1.1.5 刻度尺和指标线的相对位置应正确。刻度尺的刻线与指标线应平行，刻度尺

的倾斜量，在其全长上不超过短刻线长度的十分之一。箭头式指标线应盖住短刻线长度

的十分之七，且不超过短刻线的长度。刻度尺刻线与指标线间应无目力可见的视差。

3.1.1.6仪器上应标明制造厂名或厂标、仪器型号及出厂编号及返1互:标志。
3.1.1.7 使用中和修理后的仪器，应无影响仪器准确度的缺陷。

3.1.2 检定方法:目力观察与试验。

3.2 工作台工作面的平面度

3.2.1 要求

3.2.1.1 所有工作台工作面不允许呈凹形。

3.2.1.2 圆形平面工作台、圆形带筋工作台和方形固定式带筋工作台工作面的平面度

不超过1.0 pmo

3.2.1.3 辅助工作台工作面的平面度不超过3.0 fm.
3.2.1.4 筋形工作台 (七筋或五筋)的平面度。

    台面的平面度 (不包括中间筋)不超过0.6 fm。中间筋的平面度，用平晶检定时
不应出现干涉条纹。

3.2.1.5 球筋工作台的平面度不超过0.6 tmo
3.2.2 检定方法

3.2.2.1 圆形平面工作台和圆形带筋工作台的平面度用直径不小于工作台面的2级平

晶以技术光波干涉法检定。

3.2.2.2 方形固定式带筋工作台工作面的平面度用直径为150 mm的2级平晶以技术

光波干涉法检定。

3.2.2.3 辅助工作台的平面度用1级刀口直尺以标准光隙比较法检定。

3.2.2.4 筋形工作台和球筋工作台的平面度用直径为60 mm的开槽2级平晶以技术光

波干涉法检定。中间筋的平面度用直径为60 rim的1级平晶检定。

3.3 工作台的可调性
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3.3.1 要求

    用直径为8 mm的平面测帽，调整工作台与测帽测量面的平行度，应能方便地达到

0.3 ttm以内。
3.3.2 检定方法

    在仪器测量杆上安装直径为8 mm的平面测帽，在工作台上放置一块 (5---10) mm

的4等量块，调整仪器，使测帽与量块接触，并使仪器的示值处于零位或邻近的某值，
借助工作台调整螺钉将工作台面调至与测帽测量面平行。用量块的同一部位与平面测帽

的四个方位接触，测帽每一方位的接触位置为其直径的四分之一，同时观察示值变化，

可调工作台应能方便调整至任意两读数差不大于0.3 timo
3.4 筋形工作台中间筋与其他筋的相对位置

3.4.1 要求

    中间筋应高于其他筋 (0.3--0.6) pmo
3.4.2 检定方法

    在测量杆上装上球面测帽，将上下测量面平行度不大于0.1 rm的 (5一10) mm开

槽量块放置在仪器工作台上如图5所示工、II两个位置上进行检定，两次示值之差即为

中间筋的高出度。

          图

1一开槽量块;

  5

2-筋形工作台

3.5 球筋工作台测头和筋条的相对位置

3.5.1 要求

    测头应高于筋条 (2.3) fm.
3.5.2 检定方法

    用开槽量块进行检定，检定方法与3.4.2相同。

3.6 辅助工作台和筋形工作台、球筋工作台的相对位置

3.6.1 要求

    辅助工作台应低于筋形工作台、球筋工作台 (0.01-0.05) mm,

3.6.2 检定方法

    将 1二 和1.01 mm的5等量块分别放在筋形或球筋工作台和辅助工作台上，再将

175 xnm的1级刀口直尺与两量块接触、并观察刀口直尺与两量块的接触情况。若刀口
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直尺与1.01 mm量块之间有光隙时，再用1.05 mm的5等量块替换1.01 mm量块，以

上述方法再次观察刀口直尺与两量块的接触情况，从而确定筋形或球筋工作台面高于辅

助工作台面的程度。

3.7 筋形工作台中间筋对测量轴线的位置

3.7.1 要求

    测量轴线应对准中间筋的对称位置。

3.7.2 检定方法

    在仪器的测量杆上安装球面测帽，调整仪器，使球面测帽与工作台面中间筋接触，

观察球面测帽在中间筋所处的位置。

3.8 固定式工作台面与测量轴线的垂直度

3.8.1 要求

    垂直度不超过5'0

3.8.2 检定方法

    用直径为1 mm左右的1级三针检定。检定精密光学计时，先在仪器的测量杆上安

装8 mm的刃形测帽，其长边垂直于工作台筋的方向。在工作台上放置开槽量块，其长

边也垂直于工作台筋的方向。然后在测帽与量块之间放置三针，三针的轴线应垂直于测

帽的长边。调整仪器使其示值处于零位或邻近某值。移动三针，使其与测帽的一端离边

缘0.5 mm处接触，并记下仪器读数al ((2m)。再移动三针，使其与测帽另一端离边缘
0.5 mm处接触，再记下仪器读数a2 (PM)。然后将测帽转动1800重复上述检定，得读

数bi和如 (PM)。按式 (1)计算求得左右方向的垂直度。

乃a = tan
_1 (a，一a2)+(b,一b2)

            14 000
(1)

    或者当 (al一a2)与 (b1一b2)之和的一半不超过10 tm时，则符合要求。
    再将刃形测帽转动900，使其长边与工作台筋相平行，按上述方法再次检定，即得

其前后方向的垂直度。取左右、前后两个方向垂直度的最大值为检定结果。

    检定立式光学计时，可用一块8 mm的4等量块代替开槽量块，使量块长边与测帽

长边平行。检定方法与检定精密光学计相同。

3.9 光管紧固螺钉固紧时所引起的示值变化

3.9.1 要求

    精密光学计不大于0.5 rem;立式光学计不大于3.0 tmo
3.9.2 检定方法

    在测量杆上安装球面测帽，借助光管的凸轮升降机构，使测量头与工作台面接触，

并使刻度尺处于某一示值，用紧固螺钉固定光管时，观察刻度尺的示值变化。

3.10 平面测帽测量面与工作台面之间的平行度

3.10.1 要求

    当立式光学计的光管沿臂架移动60 mm，臂架沿立柱移动90 mm时，引起测量杆

上直径为8 mm平面测帽测量面与工作台面之间的平行度的变化，均应不超过0.4 [Lm.
    s
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3.10.2 检定方法

3.10.2.1 光管沿臂架移动

    在仪器的测量杆上安装直径为8 mm的平面测帽，在工作台面上放置一块10 mm

的4等量块，调整仪器，使测帽与量块接触，同时使仪器的示值处于零位或邻近某值，

移动量块，使量块同一部位依次与平面测帽前后左右四个方位接触，每一方位的接触位

置为测帽直径的四分之一，并记下仪器的示值a,,  bt, ci和di (Fem)。然后不改变臂

架的位置，只将光管提升至所需位置，取下10 mm量块，换上40 mm的4等量块，用

上述方法记下仪器的示值a2, b2, C2和d2 (F<m)。再将光管提升至所需位置，取下
40 mm量块，换上70 mm的4等量块，仍用上述方法记下仪器的示值a3,  b3,  C3和

d3 (Fan)-
    由光管沿臂架升降引起平面测帽测量面与工作台面之间平行度的变化量按 (2),

(3), (4), (5)式计算:

                    'Aab=(a:一b2)一(a，一bi)  (FLm)                     (2)

                  。“=(C2一d2)一(Cl一di)  (Frm)                     (3)

                  Aab=(a3一b3)一(aI一bl)  (F<m)                     (4)

                  A,=(C3一d3)一(Cl一d,)  (Km)                      (5)
    所得数值的绝对值均应符合要求。

3.10.2.2 臂架沿立柱移动

    将光管下降至原位，依次将 10 mm, 60 mm, 100 mm的4等量块放置在工作台面

上，只将臂架沿立柱升高至所需位置，检定方法与3.10.2.1相同。

3.11 光管刻度尺在目镜视场内的位置

3.11.1 要求

    当立、卧式光学计测量杆处于自由状态和压缩至极限位置时，在目镜视场内，应能

见到刻度尺的15--25个分度。

3.11.2 检定方法

    目视观察。

3.12 指标线或刻度尺微调机构的作用

3.12.1 要求

    指标线或刻度尺微动时应平稳，其移动方向应与刻度尺的刻线或指标线无明显不垂

直。精密光学计调节范围不小于5 Fun;立、卧式光学计调节范围不小于20 fun.
3.12.2 检定方法

    使光管测量杆上的球面测帽与工作台面或尾管测量杆上的平面测帽接触，借助仪器

的升降机构或尾管的微动螺丝，使仪器示值处于零位或邻近某值。移动指标线或刻度

尺，同时观察刻度尺在移动过程中是否平稳，指标线或刻度尺的移动方向是否与刻度尺

刻线或指标线垂直。当转动至正负方向极限位置时，记下仪器读数，两读数差值即为调

节范围。
                                                                                                                            9
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3.13 侧力

3.13.1 要求

    立、卧式光学计的测力为 一(2.010.2) N;投影精密光学计的测力为 (1.210.2)

N;超级精密光学计的测力为(2.5士0.5)N;进口投影式光学计的测力为(1.2士0.2)N.

用于检定立式光学计和精密光学计 用于检定卧式光学计

图6 专用杠杆

3.13.2 检定方法

    用分度值不大于0.05N的测力计或用祛码检定。测力的检定，应分别在零位和正

负值的极限位置上进行。

    测力用祛码检定时，可借助图5所示的专用杠杆进行。先用相当于允许最大测力珐

码时，仪器的示值不应小于示值范围的上限，再用相当于允许最小测力的祛码时，仪器

的示值不应大于示值范围的下限。

3.14 光管测量杆和尾管测量杆受径向力时对示值的影响

3.14.1 要求

    当测量杆上受径向力2N时，引起立、卧式光学计的示值变化应不大于0.5 tm，除

去径向力后，示值偏离原位不大于0.1 [LM.

    对于精密光学计的示值变化应不大于0.1 [m，除去径向力后，示值偏离原位不大
于0.02 tArno

3.14.2 检定方法

    在仪器的测量杆上安装球面测帽进行检定。对于精密光学计，在工作台上安置一块

开槽量块;对于立式光学计可放置一块 (5一10) mm的4等量块;调整仪器，使其测
    10
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量杆上的球面测帽与量块的测量面接触，同时使示值处于零位或邻近某值。对于卧式光

学计，调整仪器，使光管和尾管测量杆上的球面测帽相接触，借助尾管测量杆径向调整

螺钉，将球面测帽调至正确状态，并使仪器的示值处于零位或邻近某值。然后用径向加

力工具分别在光管和尾管测量杆'n勺左右或上下和前后施加2N的径向力 (受力点应在测

帽下端，靠近测帽工作面)，观察仪器的示值变化。除去径向力后，观察示值偏离原位

的程度。

3.15 尾管测量杆径向调整机构的作用

3.15.1 要求

    调整的不稳定性应不超过0.3 tLmo

3.15.2 检定方法

    在光管和尾管的测量杆上安装直径为8 mm的平面测帽，调整仪器，使两平面测帽

相接触，转动尾管测量杆的微动螺丝，使光管刻度尺的零位或邻近某刻线与指标线对

齐。然后，先转动尾管测量杆的一个径向调整螺钉，找到刻度尺所指示的最小值;再转

动另一个径向调整螺钉，同样找到刻度尺所指示的最小值。反复转动这两个径向调整螺

钉，当刻度尺所指示的最小值稳定后，分别记下每一个径向调整螺钉在往返调整时刻度

尺所指示的最小值。当转动这两个调整螺钉，改变测量杆状态后，重新按上述方法进行

调整，并记下刻度尺指示的最小值。这一调整工作至少要进行3次，所有最小值之差应

不超过0.3 lemo

    换上球面测帽后，按上述方法再检定。

3.16 工作台工作的可靠性

3.16.1 要求

    卧式光学计用球面测帽时，置物工作台工作的调整误差不超过0.2 Nsn。用直径为

8 mm平面测帽时，置物工作台工作的调整误差不超过0.3 rtm。将工作台紧固时引起的

示值变化应不超过0.2 Kmo

3.16.2 检定方法

    使光管和尾管测量杆上的球面测帽相接触，并将球面测帽调整至正确状态。然后将

头座和尾座移开，在工作台上安装一块50 mm的3等量块，升降和移动工作台，使量
块测量面的中心位于测量轴上，移动头座和尾座，使测帽和量块的测量面接触，同时使

光管刻度尺的示值处于零位或邻近某值，然后使工作台按垂直轴和水平轴反复转动，直

至找到量块的最小值。记下垂直轴和水平轴分别以正向和反向转动时刻度尺所指示的最

小值。改变工作台状态，重新按上述方法检定，并记下最小值。这一检定至少应该进行

3次，所有最小值之间的差值均不超过0.2 tm。这时将工作台固紧并观察示值变化。
    换上平面测帽，并将两平面测帽的测量面调整至平行后，按上述方法再次检定。

3.17 光管和尾管的同轴度

3.17.1 要求

    同轴度应不超过0.3 mm.

3.17.2 检定方法
                                                                                                                          11
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    使安装在光管和尾管测量杆上的直径为8 mm的平面测帽相接触，借助尾管测量杆

的径向调整螺钉，将钡」帽测量面调至平行，用千分尺测量两平面测帽的偏位程度。

3.18 平面测帽测量面之间的平行度

3.18.1 要求

    光管沿支架移动60 mm，引起光管和尾管上直径为8 mm平面测帽的测量面间的平行

度变化应不超过0.4 fun。两支架沿导轨相对移动100 mm和300 mm时，引起光管和尾管

测量杆上直径为8 mm平面测帽间的平行度变化，应分别不超过0.3 pan和0.6 fun,

3.18.2 检定方法

    使安装在光管和尾管测量杆上的直径为8 mm平面测帽相接触，并将测帽测量面调

至平行，在工作台上分别放置30二 和60 mm的4等量块，升降和移动工作台，使量

块处在两平面测帽之间，然后使量块测量面的同一部位依次地与平面测帽前后上下四个

方位接触，每一方位的接触位置为测帽直径的四分之一。调整工作台，找到量块最小

值。30 mm和60 mm量块的四个最小值中的最大与最小值之差，均应不大于0.4 femo
    接着移动光管，使两测帽相接触，重新将测帽测量面调至平行。将两支架沿导轨向

外对称地移动，使测帽之间分别放于100 mm和300 mm的4等量块依次地与测帽前后

上下四个方位接触，并找到量块最小值。100 mm和300 mm的量块的四个最小值中的

最大与最小值之差，分别应不大于0.3 ttm和0.,6 pmo

3.19 示值变动性

3.19.1 要求

    立、卧式光学计应不超过0.1 fam;精密光学计不超过0.02 limo

3.19.2 检定方法

3.19.2.1 立、卧式光学计

    在测量杆上安装球面测帽，对于立式光学计，在工作台上放置一块 (5--10) mm

的4等量块，调整仪器使球面测帽与量块测量面接触。对于卧式光学计，调整仪器使两

球面测帽接触，将测帽调整至正确状态。然后拨动测量杆10次，并记下刻度尺的示值，

其中最大值与最小值的差值即为示值变动性。示值变动性的检定，应分别在零位和

士90 fim位置上进行。
3.19.2.2 精密光学计

    在工作台上放置一块尺寸为 (5--10) mm的4等量块，调整仪器，使其球面测帽

与量块测量面接触，同时使仪器的示值处于零位或邻近某刻线。然后拨动测量杆10次，

并记下仪器的示值。其中最大值与最小值之差即为示值变动性。这一检定，还应在仪器

的示值分别处于正值和负值的极限位置上进行，并均应符合要求。

3.20 示值误差

3.20.1 要求

    精密光学计的示值误差不超过士((0.05+A/400) fem。立、卧式光学计相对于零

位的示值误差，在士60 fem范围内不超过士0.2 fem;超过士60 fxm范围时，不超过

士0.25 Pima A (fem)为被检点相对于零点的读数值。
    12
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3.20.2 检定方法

3.20.2.1 精密光学计

    用3等量块或2等量块以 “配对法”检定。在0一士20 fm范围内，每间隔10 tm

检定一点;超过120 lm 的范围，每间隔20 lnn检定一点。
    各受检点所选用的量块尺寸以及配对的对数见表40

受检点(um) 量块等级 配对数 量块尺寸 (mm)

士10

2 等 3 1，1.01, 1.02, 1.03

3 等 5 1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05

士20

2 等 3 1, 1.02, 1.04, 1.06

3 等 4 1，1.02, 1.04, 1.06, 1.08

士40

2 等 2 1，1.04, 1.08

3 等 3 1，1.04, 1.08, 1.12

士60

2 等 1 1，1.06(直接测量)

3 等 2 1, 1.06, 1.12

士80

2 等 1 1, 1.08(直接测量)

3 等 2 1，1.08, 1.16

    示值误差的检定，可借助于三珠工作台或球筋工作台进行。检定时，以第一块量块

对准零位，第二块量块检定受检点的示值误差，再以第二块量块对准零位，第三块量块

检定受检点的示值误差，以此类推，直至所需配对量块的最后一块量块。检定正向刻度

时，量块的尺寸按递增方式进行;检定负向刻度时，量块尺寸按递减方式进行。

    各受检点的示值误差S按式 (6)计算求得。

艺二:一(I。一I,)·1 000
            刀 一 1 (mm) (6)

式中:;‘— 每一受检点用各对量块检定时读得的数值 (pxn) ;

  I� ,八— 最后一块检定受检点示值误差用的量块和最初对准零位用的量块的实际尺

            寸 (mm);

      n— 每一受检点所用量块的块数。

3.20.2.2 立、卧式光学计

                                                                                                                    13
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    用3等量块以 “配对法”检定。

    检定前，在测量杆上安装球面测帽。卧式光学计的光管和尾管测量杆上的球面测帽

应调整至正确状态。立式光学计的工作台上安装三珠工作台，其中心应处在测量轴线

上。

    受检点应至少分布在士30 rm，土60 Km和士90 tm六个位置上。其检定方法与
3.19.2.1相同。受检点所选用的量块尺寸及配对的对数见表50

表 5

受检点 (Km) 配 对 数 量块尺寸 (n m)

士30 4 1， 1.03,   1.06,   1.09,   1.12

土60 4 1,   1.06,   1.12,   1.18,   1.24

士90 3 1， 1.09,   1.18,   1.27

3.21 内测附件工作的可靠性

3.21.1 要求

    测量时，示值之差应不大于0.8 tm;示值变动性应不超过0.5 pm.

3.21.2 检定方法

    小内测量钩，用一直径为 (14--20) mm的环规检定;大内测量钩，用一直径为

(30--50) mm的环规检定。

    检定时，先将内测附件安装在光管和尾管上，并调整至正确位置。将环规安装在工

作台上，升降工作台，使环规处于测量轴线位置。调整仪器，使内测量钩与环规的孔壁

接触，同时使仪器的示值处于零位或邻近某值。前后移动工作台，找到环规的最大值，

再使工作台绕水平轴转动，找到环规的最小值，此时记下刻度尺读数。改变工作台状态

后，重新按上述方法找到环规的最大和最小值，同样记下刻度尺读数。这一检定至少要

进行3次，任意两读数之差不超过0.8 [LM.
    将环规调整至正确位置后，拨动测量钩10次，观察示值的变化，其最大值与最小

值之差即为示值变动性。

3.22 平面测帽测量面的平面度

3.22.1 要求

    测量面的平面度在直径至4 mm时应不大于0.15 tm;直径大于4 mm时应不大于

0.3 tmo

3.22.2 检定方法

    用2级平晶以技术光波干涉法检定。
    14
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4 检定结果的处理和检定周期

4.1 检定结果

    经检定符合本规程要求的光学计，应填发检定证书;不符合本规程要求的光学计，

发给检定结果通知书，注明其不合格项目。

4.2 检定周期

    光学计检定的周期，应根据仪器使用的具体情况确定，一般为1年，但最长不超过

2年。


